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NIKOW ZBUDOWANYCH NA REZY- 3
STORACH HAMONA 4

I. Cel éwiczenia
Celem ¢wiczenia jest zapoznanie sie z rezystorami Hamona oraz zastosowaniem metody dynamiczne-

go dopasowania elementow dla uzyskania doktadnych rezystancyjnych dzielnikow napiecia.

Il. Zagadnienia
1. Rezystory Hamona.
2. Metoda dynamicznego dopasowania elementdw.

3. Dzielnik rezystancyjny na zasadzie rezystor6w Hamona oraz technologii dynamicznego dopaso-
wania elementow.

4. Doktadnos¢ dzielnika rezystancyjnego na zasadzie rezystorow Hamona oraz technologii dyna-
micznego dopasowania elementow.

lll. Program éwiczenia

1. Pomiary multimetrem rezystancji rezystorow dwoch dzielnikow.

2. Obliczanie warto$ci szeregowego i rownolegtego potaczenia rezystorow obydwu dzielnikow.

3. Obliczanie warto$ci nominalnej wspdtczynnika dzielnika oraz warto$ci na podstawie zmierzo-
nych rezystancji

4. Zmontowanie uktadu do pomiaré6w napigcia wyjsciowego Uwy dzielnikow.

5. Pomiary napie¢ wejsciowych Uwe i wyjsciowych dzielnikéw Uwy woltomierzem.

6. Obliczania eksperymentalnych wartosci wspotczynnika dzielnikow na podstawie wynikow po-
miaru napi¢¢ woltomierzem ora odchylenia

7. Wnioski 1 spostrzezenia dotyczace wykonanego ¢wiczenia.

IV. Przebieq éwiczenia
1. Parametry wykorzystywanej aparatury:

Zasilacz:

Zakres napigciowy: Zakres pradowy: Rezystancja ~ wyjSciowa
(nominalna):
RHOITI =

Zrédlo napiecia wejSciowego (kalibrator):

Zakres napigciowy: Zakres pragdowy: Rezystancja  wyjSciowa
(nominalna):
Riom =

Multimetr:

Zakres pomiarowy: U, , = Rezystancja wejsciowa (nominalna)
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Parametry doktadnoéci: Rv1 nom= Q;  Orvig—=

Od odczytu: a ==+ %;

Od zakresu:

b=+ %

lub

c= ;d=

Zakres pomiarowy: R, = Prad wymuszenia
IQ = mA

Parametry doktadnosci:

Od odczytu: a ==+ %;

Od zakresu:

b=+ %

lub

c= ;d=

2. Pomiary wstepne

1. Wybra¢ 6 rezystorow o nominalnie jednakowej rezystancji. Podzieli¢ 6 rezystorow na 2 zestawy po 3 re-

Zystorow:
1) Ri1, Riz, Rys;
2) Ra1, Ry, Rz
Rezystory tych podzestawdw nie moga by¢ wymieniane pomigdzy soba.

Za pomoca multimetru przeprowadzi¢ pomiar rezystancji tych podzestawow po 3 rezystory (sumarycznie 6

rezystorow). Wyniki pomiaru wpisa¢ do tabeli 2.
Wyniki pomiaréw rezystancji i obliczen wartosci teoretycznej wspotczynnika wzmocnienia. Wyniki pomia-

rOw rezystancji powinny by¢ zapisane co najmniej 4-ma cydrami znaczacymi!

Tabela 2. Wyniki pomiaru rezystancji.

1. zestaw Ry = Rz = Riz=

2. zestaw Ry = Ry = Ry =

3. Obliczania wstepne (teoretyczne)
Obliczy¢ wartos$ci szeregowego i rownoleglego potaczenia w kazdym podzestawie. Wyniki obliczen powin-
ny mie¢ co najmniej 5 cyfr znaczacych:

1) Szeregowe (ang. serial):

Ry =Ry + Ry + Ry = Ry =Ry + Ry + Ry3 =
2) Rownoleglego (ang. parallel):
1 1
R = = R = =
Pl 1 1 P2 ] 1 1
+ + + +
Ry Ry Ry Ryy Ry Ry

Wyniki obliczen zapisa¢ w tabeli 3.
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3) Na podstawie obliczonych wartosci rezystancji szeregowych i rownoleglych potgczen rezystorow obliczy¢

dwie warto$ci wspotczynnika podziatu dzielnikéw (Wartosci wpisa¢ do tabeli 3, minimalnie 6 cyfr zna-

czacych):
R R
Ky = SLyl= Ky = 2 y1=
p.2 p.l

4) Obliczy¢ wartos¢ $rednig wspotczynnika podziatu (Wartosci wpisac¢ do tabeli 3, minimalnie 6 cyfr zna-
czacych):
K K+ Ky
d,sr —
2
5) Obliczy¢ teoretyczng warto$¢ wspotczynnika podziatu:
Ko =n” +1=3>+1=10

6). Obliczy¢ warto$¢ bledu wzglednego kazdej wartosci wspotczynnika podziatu (Wartosci wpisac¢ do tabeli

3, nominalnie Kgor = 10 ):
K12 K2
0,19 = — —11(-100%= 0,y = — —11{-100%=
d,12 [ 10 J o d,21 ( 10 0

7). Wyznaczy¢ maksymalna warto$¢ modulu wzglednego odchylenia wspotczynnika od wartoSci teoretycz-

nej (warto$¢ wpisa¢ do tabeli 3):
521)

8). Obliczy¢ teoretyczng wartos¢ btedu wzglednego Sredniej wartosci wspotczynnika podziatu (nominalnie

04 max = maX(J%,lz

9

Kacor = 10) (wartosci wpisac do tabeli 3):

Kd sr
S ooy =| —2 —11-100% =
’ 10

9). Obliczy¢ teoretyczng skutecznos$¢ zastosowania technologii dynamicznego dopasowania elementow:

E _ 5d,max _
teor S -

sr teor

4.Badania eksperymentalne. Pomiary woltomierzem cyfrowym
Schematy uktadow dzielnikéw przedstawiono na Rys. 1.

W pierwszym przypadku (Rys.1,a) rezystory pierwszego zestawu potgczone szeregowo, a rezystory drugiego

zestawu polaczone réwnolegle.

W drugim przypadku (Rys.1,b) rezystory pierwszego zestawu polaczone rownolegle, a rezystory drugiego

zestawu polaczone szeregowo.
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A A I
R2,

()
Rs.} R23
Uwe? i R2;

b)

Rys 1. Schematy podtaczenia rezystorow w uktadach badawczych

1). Zamontowac¢ uktad pierwszego dzielnika (Rys.1,a).
2). Do wejscia pierwszego uktadu dzielnika podlaczyé wyjscie zrodta napigcia wejsciowego (kalibratora).
Nastawi¢ napiecie wejsciowe Uywer z zakresu okoto 10 V.

3). Woltomierzem cyfrowym zmierzy¢ rzeczywista warto$¢ tego napiecia. Wskazanie (minimalnie 4-5 cyfr

znaczacych) woltomierza Uy .1 wpisaé do tabeli 3.

4). Woltomierzem cyfrowym zmierzy¢ napigcie na wyjsciu pierwszego dzielnika i wskazanie woltomierza
Uv,wy1 (minimalnie 4-5 cyfr znaczacych) wpisa¢ do tabeli 3.

5). Zamontowa¢ uktad drugiego dzielnika (Rys.1,b).

6). Do wejscia drugiego uktadu dzielnika podiaczyé wyjscie zrodta napigcia wejsciowego (kalibratora). Na-
stawi¢ napigcie wejsciowe Uyer z zakresu okoto 10 V.

7). Woltomierzem cyfrowym zmierzy¢ rzeczywista warto$¢ tego napiecia. Wskazanie (minimalnie 4-5 cyfr

znaczacych) woltomierza Uy ez wpisaé do tabeli 3.

8). Woltomierzem cyfrowym zmierzy¢ napig¢cie na wyjsciu drugiego dzielnika i wskazanie woltomierza

Uv,wy2 (minimalnie 4-5 cyfr znaczacych) wpisa¢ do tabeli 3.

5. Obliczania wynikow eksperymentu
1). Obliczy¢ wartos¢ eksperymentalna wspotczynnika podziatu pierwszego i drugiego dzielnikow (wpisaé do
tabeli 3, minimalnie 5 cyfr znaczacych):

K _ UVwel _ K _ UVweZ _
d,ekspl — U - d,eksp2 — -
Ywyl Vwy?2

2). Obliczy¢ warto$¢ btedu wzglednego kazdej eksperymentalnej wartosci wspotczynnika podziatu (nomi-

nalnie Kd,teor = 10) (Wartosci wpisa¢ do tabeli 3):
K K
5d,ekspl :[%_ljloo%: 5d,eksp2 :(%_1j100%:
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3). Wyznaczy¢ maksymalna warto$¢ modutu wzglednego bledu eksperymentalnego wspodtczynnika od war-

tosci teoretycznej (wpisa¢ do tabeli 3):
é‘d ,eksp2 ‘)

4). Obliczy¢ eksperymentalng warto$¢ srednig wspotczynnika dzielnika (minimalnie 5 cyfr znaczacych, wpi-

sa¢ do tabeli 3):

M

é‘d ,eksp,max = maxqé‘d Lekspl

Kd,ekspl + Kd,ekspZ
2

Kd,sr,eksp =

5). Obliczy¢ eksperymentalng warto§¢ bledu wzglednego (w %) sredniej wartosci wspotczynnika dzielnika

(teoretycznie Kteor = 10 (wpisac do tabeli 3)):

K
Od srochsp = —d’lsge’“” ~1{-100%=

6). Obliczy¢ skutecznos¢ eksperymentalnego zastosowania technologii DEM do dzielnikow rezystancyjnych

(wpisa¢ do tabeli 3)
E _ 5d ,eksp,max |
eksp — S -
d,sr.eksp

7). Porowna¢ wyniki obliczen teoretycznej i eksperymentalnej wartosci $redniej wspotczynnika dzielnika

oraz odpowiednich bledow.

Tabela 3. Wyniki obliczen wartosci rezystancji szeregowego i rownoleglego polaczenia rezystorow.

Obliczenia wstepne (teoretyczne)

1. zestaw Ry = Rpo=

2. zestaw Ry = Rso =

Kann= ddn2=

Kap = ddal =

Kd,sr = ) dsr — ) d,max — Eicor
Obliczenia eksperymentalne

1. seria pomiaréw Uv el = Uvay =

2. seria pomiarow Uvwe2 = Uvay2 =

K ekspl = O dekspl =

Kd,ckspz = ) d,eksp2 =

Kd,sr,eksp = 6 d,sr,eksp = 6 d,ekesp,max = Eeksp =
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V. WhiosKi

We wnioskach nalezy przeanalizowac¢ wyniki, poréwnaé¢ wyniki obliczen teoretycznej i ekspery-
mentalnej wartosci sredniej wspoétczynnika dzielnika oraz odpowiednich btedéw uzyskanych przy
pomiarach woltomierzem a takze skutecznosci metody.

VI. Pytania kontrolne

1. Jaka teoretyczna warto$¢ wspotczynnika dzielnika zbudowanego na rezystorach Hamona (sze-

regowo-réwnolegte potgczenie zestawdw rezystorow)?
2. Na czym polega istota dynamicznego dopasowania elementéw (DEM)?
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